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Co je to AFM

* Atomic Force Microscopy = mikroskopie atomarnich sil
* Mapovani rozlozeni atomarnich sil na povrchu vzorku

* \/yvinuto z STM (tunelova skenujici mikroskopie)
* U AFM neni podminkou vodivost vzorku e

° Prvnll p‘r'-l'stroj 7 roku 1986 fotodetektor ,_\

* Nasledoval dalsi rozvoj SPM technik(mikroskopie
skenujici sondou)

povrch vzorku

e Tesné priblizenim hrotu k povrchu, kterym vznika
pritazliva nebo odpudiva sila, ktera zpusobi ohyb
raménka s hrotem

e toto ohnuti je snimano citlivym detekcnim zarizenim.

piezoelektricky
skener
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nGauge - ICSPI

* |[CSPI
* Kanadsky vyrobce
* Waterloo
e ZacCatek pred 10 lety

* nGauge
* Mikroskop atomarnich sil
* Technologie vméstnana na jeden maly Cip
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Tradicni AFM vs. Cip

Piezoresistive Sensor
Z actuator \\ -
v
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Vlastnosti

* Miniaturizace
* Technologie na Cipu
* Lze prenést a postavit kamkoliv

* Technologie bez laseru
* 3 osy pohybu (x,y,z)
* Sonda na principu MEMS

e Mikroelktromechanicky systém




Vlastnosti

* Snadné pouziti

* Analyza v 3 krocich
 AFM pro kazdého

* Rychlost
* Az 10x rychlejsi nez klasické AFM

e Snadna preduprava vzorku

* Moznost mérit i vetsi vzorky, az 100x50x18mm
* Nelze mérit kapalné vzorky

* Financné dostupné
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Video
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Vyuziti

« Jopografie
* Drsnost (Ra)
* TlousStka vrstvy

« Fazové zobrazeni (mechanicke
vlastnosti)

* \elikost castic
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Specifikace

Skenovani

Scan types

Topography, phase

Scan size

20 pm x 20 um

Scan size (25 stitched)

100 um x 100 um

XY Scanner Resolution <0.5 nm
Vertical Scan Range 10 um
Noise floor <0.5 nm

RozliSeni a rychlost

Quick scan 16 sec
Routine scan 80 sec
High-resolution scan 5 min

Max resolution

1024 x 1024 pixels

Sample size

100 mm x 50 mm x 20 mm

Sample weight

1 kg
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Software

* GWYDDION

e / Ve

e Cesti vyvojari

e Otevreny SW pro
zpracovani dat z SPM
technik

* Velmi jednoducha a rychla
prace

e \Volné ke stazeni
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Publikace

Zhao et al. Science of The Total Environment. 2021

Multiple antibiotics distribution in drinking water and their co-adsorption
behaviors by different size fractions of natural particles

Guo et al. Thin Solid Films. 2020.

Vanadium dioxide phase change thin flms produced by thermal oxidation of
metallic vanadium

Connolly et al. Precision Engineering. 2019.

A tip-based metrology framework for real-time process feedback of roll-to-
roll fabricated nanopatterned structures

O’Neill et al. Journal of Esthetic and Restorative Dentistry. 2018.

A tip-based metrology framework for real-time process feedback of roll-to-
roll fabricated nanopatterned structures
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Aplikace

e Data na DVD

e Rozliseni v nanoméritku
e 1000 x mensi nez lidsky vlas

110.0 nm

50.0

0.0
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Aplikace

* Fotonika

Scanning electron nGauge AFM
microscope (SEM)
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Aplikace

* Nanotiskova litografie

Scanning electron nGauge AFM
microscope (SEM)
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Aplikace

* \/zorek lestené oceli

Optical microscope nGauge AFM
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Shrnuti

« JEDNODUCHY A RYCHLY NASTROJ PRO KAZDEHO

« UNIKATNi AFM NA CIPU
« SNADNE MERENI POVRCHU V NANOMERITKU

* FINANCNI NENAROCNOST
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